IEC 60512-15-1:2008

IEC

IEC 60512-15-1

INTERNATIONAL
STANDARD
N e

TERNATIONALE o

S

Con
Part

Con
Part

O
N
O\
nectors for electronic equipment — Tests @% measurements —

QO
necteurs pour équipements élec iques — Essais et mesures —
e 15-1: Essais (mécaniques) d&g\connecteurs — Essai 15a: Rétention

contiacts dans I'isolant A\Q

ol
&
7
/ // g /////// //
/ ///ﬂ / £/ / //
o 74 // i
/ / L/ ////

/// 7 7
)
///////{///% /
Y
/ /& \// / / H

| M@

15-1: Connector tests (mechanical) - Rgt 15a: Contact retention in insert

des



https://iecnorm.com/api/?name=2307b9bdef9dad7888c7acb3d7c99933

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2008 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by
any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or
IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication,
please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite
ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie
et les microfilms, sans I'accord écrit de la CEl ou du Comité national de la CEIl du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEl ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette
publicpfion; ufilisez Tes coordonnées ci-apres ou contactez le Comité nafional de la CEI de voire pays de résidence.

IEC (entral Office

3, rue|de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switz¢rland

Emailf inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

Abouf the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and pyblishes
Internatjonal Standards for all electrical, electronic and related technologies.

Abou{ IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the‘I[EC. Please make sure that you Have the
latest eglition, a corrigenda or an amendment might have been publisheds

" Catalpgue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub
The IEQ on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical commiftee,...).
It also dives information on projects, withdrawn and replaced publications.

= |EC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub
Stay up|to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available
on-line pnd also by email.

" Electfopedia: www.electropedia.org
The wofld's leading online dictionary of electronic and,electrical terms containing more than 20 000 terms and deffinitions
in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotgchnical
Vocabujary online.

= Custgmer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv
If you wish to give us your feedback on ¢his publication or need further assistance, please visit the Customer [Service
Centre FAQ or contact us:
Email: gsc@iec.ch

Tel.: +411 22 919 02 11
Fax: +4{f1 22 919 03 00

A propos de la CEl
La Conpmission Elegtrotechnique Internationale (CEIl) est la premiére organisation mondiale qui élabore et puplie des
normes|internatiopalés pour tout ce qui a trait a I'électricité, a I'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des*publications CEI
Le confenu technique des publications de la CEl est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous p¢ssédez
I’édition| 1a 'plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

= Catalogue des publications de la CEl: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.ntm
Le Catalogue en-ligne de la CEIl vous permet d’effectuer des recherches en utilisant différents critéeres (numéro de référence,
texte, comité d’études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

® Just Published CEI: www.iec.ch/online _news/justpub
Restez informé sur les nouvelles publications de la CEIl. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles
publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

" Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et
définitions en anglais et en frangais, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé
Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

= Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du
Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00



mailto:inmail@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
http://www.electropedia.org/
http://www.iec.ch/webstore/custserv
mailto:csc@iec.ch
http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm
http://www.iec.ch/online_news/justpub
http://www.electropedia.org/
http://www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm
mailto:csc@iec.ch
https://iecnorm.com/api/?name=2307b9bdef9dad7888c7acb3d7c99933

IEC

IEC 60512-15-1

INTERNATIONAL
STANDARD
N P
INTERNATIONALE ,\@'\‘(~L
X
\@C’@Q@

Con
Part

Con

Partie 15-1: Essais (mécaniques) dgs onnecteurs — Essai 15a: Rétention

cont

nectors for electronic equipment — Tests @% measurements —
15-1: Connector tests (mechanical) — & t 15a: Contact retention in in
QO

hecteurs pour équipements élec re@iques — Essais et mesures —

acts dans I'isolant A\Q)

O
3

INTEH

ONAL

sert

Hes

ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE PRICE CODE

CODE PRIX

E

ICS 31.220.10 ISBN 2-8318-9767-X


https://iecnorm.com/api/?name=2307b9bdef9dad7888c7acb3d7c99933

Internptional Standard IEC 60512-15-1 has been prepared by subcommittee 48B: Conng

-2- 60512-15-1 © |IEC:2008

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 15-1: Connector tests (mechanical) —
Test 15a: Contact retention in insert

FOREWORD

agréement between the two organizations.

The| formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressy.'as’ nearly as possible, an inter
conpensus of opinion on the relevant subjects since each technical\committee has representation f
intefested IEC National Committees.

IEC| Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
Committees in that sense. While all reasonable efforts are 4nade to ensure that the technical content
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
mis|nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in‘their national and regional publications. Any divg
betyveen any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
the [atter.

IEC| provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
equjpment declared to be in conformity with an IEC Publication.

All yisers should ensure that they haye:the latest edition of this publication.

No Jiability shall attach to IEC of its' directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
mermbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dar
othg¢r damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fed
expenses arising out of-the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
Publications.

Attgntion is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica
indigpensable for. the correct application of this publication.

Attgdntion is dfawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
pat¢nt rights\IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization conprising
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC* ijs° to pgromote

Ids. To
ations,

nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter, referred to gds “IEC
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This standard cancels and replaces test 15a of IEC 60512-8, issued in 1993. This standard is
to be read in conjunction with IEC 60512-1 and IEC 60512-1-100 which explains the structure
of the IEC 60512 series.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1843/FDIS 48B/1895/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list |of all parts of the IEC 60512 series, under the general title Connectors for elegtronic
equipment — Tests and measurements, can be found on the IEC website.

The cpmmittee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the mpintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iecfch” in
the ddta related to the specific publication. At this date, the publication will be

* regonfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition; or
+ amended.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 15-1: Connector tests (mechanical) —
Test 15a: Contact retention in insert

1 Scope and object

This
conne
devicq

The o

s when specified in a detail specification.

bject of this document is to detail a standard test method to assess, the effectiven

bart of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for tlesting
ctors within the scope of technical committee 48. This test may also be used.for gimilar

ess of

nto a

the cqgntact retaining system to withstand axial loads likely to be encountered during rormal
use. The contact retaining system may retain the contact in anxinsert or directly
housing.

2 Nprmative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this docyment.

For d4
of the

IEC 6
Gene

3 P

3.1

referenced document (including any amendments) applies.

al examination — Test 1a: Visual examination

Feparations

Preparation of specimen

The specimen shall consist of a connector with its terminations, wired as specified

detail

shall be removed. Any preconditioning given in the detail specification shall be applied.

3.2
For th

Equipment

e application of the axial loads, a suitable device able to provide the controls

loads

universal\materials testing machine).

ted references, only the edition cited applies. For undated references, the latest gdition

D512-1-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Payt 1-1:

in the

specification. Amny)jaccessory, which do not form part of the contact retention system,

bn the

(intensity, rate of increase, time of constant load application) shall be required (¢.g.: a

NOTE

3.3

If the detail specification requires special preconditioning of the specimen, all the necessary equipment
detailed in the relevant documents describing such conditioning would also be required

Mounting

If mounting of the specimen is appropriate, it shall be as specified in the detail specification.

4 Test method

4.1

Procedure

Unless otherwise stated in the detail specification, 3 connectors shall be tested.
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Unless otherwise specified in the detail specification, for test specimens having fewer than 6
positions, all contacts shall be tested. For test specimens with more than 6 positions, 20 % of
contact positions, but not less than 6 nor more than 10, shall be tested in each test specimen.
For test specimens with more than 6 positions, the contacts tested shall be chosen at random
but shall include at least one contact near the periphery and and least one near the centre of
the insert or housing.

A force shall be applied by movement of the mechanical device used to apply load at a
constant rate not exceeding 25 mm/min, until the specified force is applied. This shall then be
maintained for 10 s and then removed.

The fqregoimy procedure shattbeapptiedtothesetectedcomtactsimtorm:

4.2

4.2.1 Before testing

Visual examination according to IEC 60512-1-1 shall be done.

4.2.2 During testing
After fthe contact is seated on the contact retention device] displacement caused K

specifijed force shall be measured. Any residual displacement after the specified fo
remoVed shall be measured. These displacements shall be tecorded.

The maximum axial displacement for each contactishall be measured and recorded
under|load.

4.2.3 After testing

Visual examination according to IECG60512-1-1 shall be done. The maximum
displacement for each contact after theload is applied shall be measured and recorded.

Whenl|this test is requiredtby’a detail specification, the following shall be given therein:

Dptails to be specified

Measurements

imber of connettors to be tested (if other than 3);
econditioningrequired;

Kial load to be applied;

n
p
wiring of the'specimen;
a
p

brimitted displacement, if any (during and after the test);

any deviation from the standard test method.

y the
rce is

while

axial
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 15-1: Essais (mécaniques) des connecteurs —
Essai 15a: Rétention des contacts dans l’isolant

AVANT-PROPOS

La |Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale dey‘normg
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |a®CEl). L3
pouf objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activités *_publie des
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessi
pubjic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confié
conjités d’études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut particip

lisation
CEl a
hns les
Normes
bles au
E a des
er. Les

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en ({liaison avec la CEl, participent

égajement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Intern@tionale de Normalisatiof
selgn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions téchriques représentent, dans la
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donhné que les Comités nationaux int
sonf représentés dans chaque comité d’études.

Les| publications CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles sont 4§
conjme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les<efforts raisonnables sont entrepris afin qug
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resp
de lléventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quicen)jest faite par un quelconque utilisateur final.

Darls le but d'encourager I'uniformité internationale, 1€s, Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publ
natipnales et régionales. Toute divergence entre\toute Publication de la CEIl et toute publication natio
régionale correspondante doit étre indiquée en-termes clairs dans cette derniére.

La |CEl n'a prévu aucune procédure de~marquage valant indication d’approbation et n’engage
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurergu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité ne doit™"étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
maindataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
natipnaux de la CEIl, pour tout ‘préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
dompmage de quelque natute que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CE
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'atfention est atfitée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
réfdrencées esf dbligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est-attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent fairg
de diroits"de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour respons
ne pas’ avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

(1S0),

mesure
bressés

gréées
la CEI
nsable

oute la
cations
hale ou

pas sa

n.

res ou
omités
t autre
es frais
| ou de

cations

I'objet
bble de

La Norme internationale CEl 60512-15-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

La présente norme annule et remplace I'essai 15a de la CEl 60512-8, publiée en 1993. La
présente norme doit étre lue conjointement avec la CEl 60512-1 et la CEl 60512-1-100 qui
explique la structure de la série CEI 60512.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1843/FDIS 48B/1895/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote

ayant abouti a I'approbation de la présente norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une l|ste de toutes les parties de la série CElI 60512, dont le titre est Connecteurs
équipg¢ments électroniques — Essais et mesures, peut étre consultée sur le site~-web
CELl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifi¢'avant la d

pour
de la

hte de

maint¢nance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» danps les

données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reg¢onduite;

* supprimée;
* remmplacée par une édition révisée; ou

* amendée.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 15-1: Essais (mécaniques) des connecteurs —
Essai 15a: Rétention des contacts dans l'isolant

1 Domaine d'application et objet

1:2008

La pr«Lsente partie de la CEIl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliéfe

pour |
Cet e
partic

essai des connecteurs qui entrent dans le domaine d’activité du comité d*etud
ssai peut aussi étre utilisé sur des composants similaires lorsqu’une’ spécifi
iliere le spécifie.

L’'objet de ce document est de détailler une méthode d’essai normalisée pour é

I'effica
susce
conta

2 R

Les d

cité du systéme de retenue de contact pour résister aux charges axiales que I
ptible de rencontrer au cours d’'une utilisation normale. Leysystéme de reten
tt peut retenir le contact dans un isolant ou directement dahs)un boftier.

pférences normatives

ocuments de référence suivants sont indispensables pour l|'application du p

exige,
bs 48.
cation

valuer
bn est
ue de

résent

document. Pour les références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les réfénences

non d
amen

CEl 6
Partie

3 P

3.1

L’éprd
dans

rétent
partic

3.2

btées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éve
lements).

D512-1-1, Connecteurs pour éqliipements électroniques — Essais et mesu
1-1: Examen général — Essai 1a-‘Examen visuel

réparations

Préparation de I’éprouvette

on des contacts, doit étre retiré. Tout préconditionnement donné dans la spécifi
Lliere doit/étre appliqué.

Matériel

htuels

res -—

uvette doit étre constituée d’un connecteur avec ses sorties, cablée comme indiqué
la spécification particuliere. Tout accessoire, ne faisant pas partie du systéme de

cation

Pour I'application des charges axiales, un dispositif adapté capable d’assurer le controle des
charges (intensité, vitesse d’augmentation, durée d’application de charge constante) doit étre

exigé

NOTE

sont ég

3.3

(par exemple: une machine d’essai de matériaux universelle).

Si la spécification particuliere exige un préconditionnement particulier de I'éprouvette, tous les
équipements nécessaires détaillés dans les documents correspondants décrivant un conditionnement de ce type

alement exigés.

Montage

Si le montage de I’éprouvette est approprié, il doit étre tel que spécifié dans la spécification
particuliére.
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éthode d’essai

Procédure

Sauf indication contraire dans la spécification particuliére, 3 connecteurs doivent étre soumis
aux essais.

Sauf spécification contraire dans la spécification particuliére, pour les éprouvettes d’essai
comportant moins de 6 positions, tous les contacts doivent étre soumis a I'essai. Pour les
éprouvettes d’essai comportant plus de 6 positions, 20 % des positions de contact, mais un
nombre non inférieur a 6 et non supérieur a 10, doit étre soumis a lI'essai dans chaque

éprou
soumi
de la

Une force doit étre appliquée par le mouvement du dispositif mécanique utilisé’pour apg

la cha
spécif]

La prd
4.2

421

Un ex

4.2.2
Une f

causé
dépla

Le dé

4.2.3

Un e

maxinpal doit é&tre mesuré et consigné pour chaque contact une fois la charge appliquée.

5 D

Lorsq

\/UttU U”Ubbdi. PUUI ica éplUuVUttUb d,Ubbdi bUIIIpUItdIIt piua dU 6 pUbitiUllb, iUb CU
5 a I’essai doivent étre choisis au hasard mais doivent inclure au moins un contac
bériphérie et au moins un autre prés du centre de I'isolant ou du boftier.

rge a une vitesse constante ne dépassant pas 25 mm/min, jusqu’a.Ce que la
ée soit appliquée. On doit alors la maintenir pendant 10 s et ensuite I’enlever.

cédure précitée doit étre appliquée aux contacts choisis a touryde role.

Mesures
Avant I'essai

hmen visuel conforme a la CElI 60512-1-1 doit étre effectué.

Pendant I’essai

bis que le contact est en place sur le\dispositif de rétention de contact, le déplac

cement résiduel doit étre mesuré=Ces déplacements doivent étre consignés.
blacement axial maximal peUr chaque contact doit étre mesuré et consigné sous ¢

Apreés I'essai

amen visuel conforme a la CEI 60512-1-1 doit étre effectué. Le déplacement

ptails a.spécifier

1tacts
t pres

liquer
force

ement

par la force spécifiée doit étre mesuré. Aprés avoir supprimeé la force spécifiég, tout

harge.

axial

e Cet essai est stipulé dans une spécification particuliere, les renseignements su

ivants

doive

2> 0 QO O T O

tetredommes:

nombre de connecteurs a soumettre aux essais (si différent de 3);

préconditionnement nécessaire;

)
)
) cablage de I’éprouvette;
) force axiale a appliquer;
)

déplacement autorisé, le cas échéant (pendant et aprés I'essai);

) tout écart par rapport a la méthode d'essai normalisée.


https://iecnorm.com/api/?name=2307b9bdef9dad7888c7acb3d7c99933

	English
	FOREWORD
	1 Scope and object 
	2 Normative references
	3 Preparations
	3.1 Preparation of specimen
	3.2 Equipment
	3.3 Mounting

	4 Test method
	4.1 Procedure
	4.2 Measurements

	5 Details to be specified

	Français
	AVANT-PROPOS
	1 Domaine d'application et objet
	2 Références normatives
	3 Préparations
	3.1 Préparation de l’éprouvette
	3.2 Matériel
	3.3 Montage

	4 Méthode d’essai
	4.1 Procédure
	4.2 Mesures

	5 Détails à spécifier


